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摘要(译)

本发明提供一种液晶显示装置，其中每个像素电极包括多个子像素电极
并且易于校正短路缺陷，以及用于校正这种缺陷的方法。像素电极包括
透明电极（第一子像素电极）和反射电极（第二子像素电极）。透明电
极和对电极之间的距离大于反射电极和对电极之间的距离。反射电极经
由与将透明电极电连接到漏电极的路径分开设置的连接线连接到漏电
极。

https://share-analytics.zhihuiya.com/view/1c3a9e2a-94f0-457d-84d5-93271068ba30
https://worldwide.espacenet.com/patent/search/family/026589166/publication/US2001026343A1?q=US2001026343A1
http://appft.uspto.gov/netacgi/nph-Parser?Sect1=PTO1&Sect2=HITOFF&d=PG01&p=1&u=%2Fnetahtml%2FPTO%2Fsrchnum.html&r=1&f=G&l=50&s1=%2220010026343%22.PGNR.&OS=DN/20010026343&RS=DN/20010026343

